
 

TÉNICA DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

Se tratarán temas relacionados con la determinación estructural de moléculas mediante 
cristalografía de rayos X desde simetría cristalina y métodos de determinación de simetría y de 
estrategias de colección de datos hasta solución y refinamiento de estructuras. 

  

 ¿Qué son los cristales y como están clasificados? 
 ¿En qué se basa el experimento? 
 Simetría y parámetros cristalinos 
 Factores que afectan la formación de cristales 
 Difracción de rayos X de empaquetamientos cristalinos 
 El experimento de colección de datos. 
 Breve introducción a la teoría de factores de estructura, 
 Métodos para resolver el problema de la fase. 
 Análisis de resultados. 
 Posibilidades de error. 
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